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PENGARUH FREKUENSI VIBRASI TERHADAP 
KUALITAS LAPISAN TIPIS OPAL YANG DISINTESIS 
DENGAN METODE DEPOSISI HORIZONTAL 
 
 
ABSTRAK 
Telahdilakukansintesisdankarakterisasilapisan tipis opal menggunakan metode 
deposisi horizontal dengan penambahanfrekuensi 
vibrasi.Sintesisdilakukanpadasuhuruangdenganvariasi frekuensi vibrasi 75 Hz, 
200 Hz, 300 Hz, dan 400 Hz menggunakan speaker dalam keadaan volume 
tetap.Karakterisasidilakukanmenggunakan Mikroskop Optik,SEM(Scanning 
Electron Microscopy)danSpektrofotometer UV-Vis. Hasil mikroskop optik 
menunjukkan permukaan sampel dengan frekuensi vibrasirendah lebih homogen 
dan tebal dibandingkan frekuensi vibrasi tinggi. Hasil SEM menunjukkan lapisan 
multilayer terbentuk pada semua sampel dengan frekuensi vibrasi 75 Hz, 200 Hz, 
300 Hz dan 400 Hz.Spektrumabsobsispektrofotometer UV-Vismenunjukkannilai 
absorbansi maksimum tertinggi pada panjang gelombang 588 nm dengan nilai 
absorbansi 0,2. Semakin tinggi frekuensi vibrasi yang digunakan, semakin kecil 
nilai absorbansi  dan nilai FWHM. 
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EFFECT OF FREQUENCY VIBRATION ON 
THIN OPAL LAYER SYNTHESIZED CRYSTALLINITY OF 
USINGHORIZONTAL DEPOSITION METHOD 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Thin oapl layershave been synthesized using horizontal depositioan method 
modified applying the addition atfrequency vibration.Synthesizing was carried 
out with at room temperature with frequency vibration of75, 200, 300, and 
400Hz. Characterization was carried of using opticalmicroscope, SEM (Scanning 
Electron Microscopy) and UV-Vis Spectrophotometer. Characterization 
withoptical microscope shows thatsmall frequency vibration thickner homogenity 
of opal sample. SEM show that multilayer layer is all sample deposition with 
frequency vibration75 Hz, 200 Hz, 300 Hz and 400 Hz. The UV-Vis spectra 
show that the highest maximum absorbance of 0,2at wavelength of 588 nm for 
frequency vibration of 75 Hz.The higher the vibration speed used, the smaller the 
maximum absorbance value and the smaller the FWHM value. 
 
Keywords:  Thin layer, opal, horizontal deposition, vibration. 
 
 
 
 
 
 
